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Исследование поверхности пленок токамака методом сканирующей зондовой  микроскопии

С.А. Камнева, Б.А. Логинов, Л.Н. Химченко

РНЦ «Курчатовский Институт», Институт Ядерного Синтеза, Москва, Россия,
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Поглощение дейтерия и трития в пленках, образующихся в камере токамака-реактора ИТЭР, рассматривается в настоящее время как один из самых опасных механизмов потерь дорогостоящего топлива. Эксперименты, проведенные на JET [ ] показали аномально большое поглощение трития в углеводородных пленках, а в Tore-Supra [ ] пленки явились причиной исчезновения почти половины напускаемого дейтерия. Ранее в Т-10 были обнаружены глобулярные пленки, содержащие большое количество дейтерия [ ].

В докладе приводятся результаты исследования в наноразмерном диапазоне поверхности углеводородных пленок, образующихся в токамаках Т-10, TEXTOR  и вольфрамовой пленки, напыленной установке NAGDIS-M. Для исследования поверхности применялся сканирующий туннельный и атомно-силовой микроскопы с разрешением около 1 нм. 

На всех пленках поверхность состоит из наноглобал и наноконусов с размерами 15-20 нм, выстроенных в упорядоченные структуры, имеющие форму решеток. Приводятся распределения нанообъектов по размерам и параметры решеток. Плотность нанообъектов около 1010 – 1011 см-2. Исследование желтых пленок Т-10 указывает на большую структурированность (пористость) поверхности. Нагрев пленок TEXTOR до 4000С приводил к образованию глубоких нанопор на поверхности.

Общий характер структурирования поверхности углеводородных и вольфрамовых пленок может указывать на одинаковый механизм образования этих пленок и возможно на большую сорбционную поверхность таких пленок (особенно вольфрамовой) по дейтерию и, возможно, тритию.
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